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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES

ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS

ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxi¢me partie : Essais — Essai A : Froid

PREAMBULE

Les décisions ou accords officiels de 1a CE I en ce qui concerne les questions technigy
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, exprifn
un accord international sur les sujets examinés

un effort pour harm
nationales de normalisation avec ces 1ecommandat10

Comités nationaux s’engagent & user de

uquel fure
our les matérjels 4

un projet fut soumis a l’applobatlon des Comités natio
illet 1962 Des modifications furent soumises a ’appiobation

conditions nationales le g

mités d’Etudes
nesure possible

¢$ nationaux

és nationaux ne

le de ces régles

niser les régles
ermettent Les

, du Comité

Sdlents réalisés

tlectroniques
essai de fioid

dres en 1961
naux suivant
des Comités

Japon
Norvege
Belgique Pays-Bas
Canada Royvaume-Uni
Corée (République de) Suede
Danemark Suisse
Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie
France Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Italie Yougoslavie

Cette recommandation doit étre utilisée conjointement avec la Publication 68-1 de la CEI Essais
fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique applicables aux matériels électroniques et & leurs

composants, Piemiére partiec Généralités
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES FOR ELECTRONIC

COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Tests — Test A : Cold

FOREWORD

National| Committees having a special inteiest thetein are 1epresented, expiess, as nearly a

1) The fou‘:Lal decisions o1 agreements of the I E C on technical matters, ptepated by Technical Cor
1
consensul of opinion on the subjects dealt with

2) They haye the form of recommendations fo1 international use and they are accepted b
sense

3) Inorder

ne
al

Rns

yet no ng 2] as b undamenty! basis for thdse

1ules in s

4) The desi
national
Committ

This Recommendation was piepared by ittee50B, Climatic Tests, of 1 E C Technig
i by Sub-Committees 40-5 and 12

The pi
added the

for electionic components, to which has begn
pnrthermore consists of the cold test for electionic

ze
al

al
7

equipment

Daafts s g the i ¢ld in New Delhi in 1960 and in London in 1961 As
a result of y x as subphitted to the National Committees for approval under the
Six Month if R 19¢ dments were submitted to the National Committees fo1 approvyal

unde: the
The falk

Netherlands
Norway
South Africa
Denmaik Sweden
France Switzeiland
Getmany Union of Soviet Socialist Republics
Italy United Kingdom
Japan United States of America
Korea (Republic of) Yugoslavia

This Recommendation should be read in conjunction with I E C Publication 68-1, Basic Environ-

mental Testing Procedutes for Electionic Components and Electronic Equipment, Part 1, General
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ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE APPLICABLES AUX MATERIELS
ELECTRONIQUES ET A LEURS COMPOSANTS

Deuxiéme partie : Essais — Essai A : Froid

SECTION UN — ESSAI Aa ESSAl DE FROID POUR COMPOSANTS
ELECTRONIQUES

Il  Objet
Cet essai a pour but de déterminer ’aptitude d’un composant B utilisé s¢ fempérature
cortespondant & sa catégorie en observant les effets produits par c ¢ temapgrptute sui le
composant

2]  Mesures initiales

Les composants sont soumis aux mesuie 3 Setile: nécaniques requises par la
spécification particuliére

3 Epreuve

31 La chambre utilisée pour cet essardoit pouxol
placés, la températute requise p
parmi les suivante

enit, en tous les points ou les composants sont
iculi¢re, avec une toléiance de 4-3°C, prise

dans la chambre dont I'atmosphéte est 4 la température cofirespondant
ont maintenus pendant 2 heures (voir aiticle 6 d))

encote 4 basse tempéiature, les composants sont soumis aux meguies et aux

4 “ Reprise

41 Alafin de la période indiquée au paiagraphe 3 2, les composants sont 1etités de la chambre

42 Les composants sont maintenus dans les conditions atmosphériques normales de 1epiise pendant
une pétiode qui ne sera pas inférieure & 1 heure, ni supérieure & 2 heures

Note — Si I'on présume que le composant peut ne pas fonctionner notmalement pendant la vaiiation de température
entie la basse tempéiatuie et la température noimale, le fonctionnement du composant peut étie observé
continuellement pendant la pétiode de refioidissement et celle de la 1eprise
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BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES FOR ELECTRONIC

32

33
34

42

Object

Tq
categof]

Initial measurements

T}
specifig

Condit

The ch
are pla

fication

The co

approgri
If requi

While
1equirg

COMPONENTS AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 2: Tests — Test A : Cold

SECTION ONE — TEST Aa COLD FOR ELECTRONIC COMPONENTS

detetmine the suitability of a component for use at the low tempers
v by obsetvation of the effects of that low tempetature on it

e components shall be measured and mechanical
ation

oning

——
¥

ced, the following temperatures with a t

e

the chamber, the atmosphete of which is at the temperatuye

Recovdry

At the end of the period specified in Sub-clause 3 2, the components shall be removed fiom the
chambe1

The components shall temain under standaid atmospheric conditions for recovery for not less than

1 hou

not more than 2 hours

Note — If it is expected that the component may not opeiate noimally duing the temperatuie change between the low

tempetatute and the standatd temperatuie, the opetation of the component may be observed continuously
during the cooling and recovery petiods
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43 Les composants sont secoués a la main pour retiter les gouttelettes d’eau

44 Les composants sont maintenus dans les conditions atmosphétiques normales de 1eptise pendant une

péiiode qui ne sera pas inférieure a 1 heure, ni supéticure a 2 heures

Mesures finales

Les composants sont soumis aux mesuies et aux vérifications mécaniques 1equises par la
spécification paiticuliéte

Résumé des détails que doit préciser la spécification particuliére

Loisque cet essai est piesctit dans une spécification paiticuliéie, les détails suivants doivent &tie

spécifiés

a) Piocédute de préconditionnement

b) Mesuies et vérifications mécaniques a effectuer avant I’épreuvé
¢) Degié de sévéiité applicable

d) Duiée de I'épreuve si elle est supéiieure A celle du pdra R ¢ I les grosses

e) Conditions de fonctionnement des composants e

f) Mesutes et véiifications mécanjques a effecty e r exécution

g)
h)

SAI DE FROID POUR MATERIELS
CTRONIQUES

but de-dofiner une méthode d’essai normalisée pour déterminer aptitude d’un
stocké a la basse températuie cotrespondant & la sévérité requise

8l doit &tie examiné visuellement et soumis aux mesures et aux véiifications|mécaniques

Chambre d’essai
Température

La chambue utilisée pour cet essai doit étie capable de maintenit dans I'espace ol le matériel
est placé 'une des températures suivantes tequises pai la spécification particuliére

—65 + 3°C —40 4 3°C —10 4 3°C
—55 4 3°C —25 4 3°C + 54 3°C
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43

9 _

The components shall then be shaken by hand to 1emove dioplets of wates

4 4 The components shall remain under standaid atmosphetic conditions for 1ecovery for not less than

1 hout nor more than 2 hous

Final measurements

The components shall be measuted and mechanically checked as tequited by the ielevant

specification

Summary of details which may need to be given by the relevant specification

When this test is included in the relevant specification, the following details shall be specifi

a) Prg-conditioning procedure

b) Mepasuiements and mechanical checks to be made ptioi to the test
¢) THe appropriate sevetity

d) THe duration of the test wheie longer than that specified inSub>elays
cofnponents not teaching theimal stability within 2 hours

¢) Ldading during conditioning

f) Mepasuiements and mechanical checks to_be made
th¢y shall be made

g M

ELECTRONIC EQUIPMENT

Objec

T
and/o

e appiopriate to the required severity

Initial

requitled by the 1elevdnt specification

ie to determine the suitability of the equipment to be us

T ipIme Al be visually inspected and shall be measured and mechanically checked

Chamber

Temperatuie

d

as

The chamber used for this test shall be capable of maintaining in any 1egion whete the equipment

is placed any of the following temperatutes as requited by the 1elevant specification

—65 4 3°C —40 + 3°C —10 + 3°C
—55 4 3°C —25 4 3°C + 5+3°C
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92 Construction

—

—

—

—

—

—

La température a I'intérieur de la chambie doit &tite commandée par un dispositif thetmosensible
situé convenablement dans P’espace de travail

On doit s’assuter, dans tous les cas, que les conditions existant en tout point de I’espace de
tiavail sont homogenes et aussi voisines que possible de celles existant au voisinage immédiat du
dispositif thermosensible signalé plus haut L’aii contenu dans la chambie doit, & cet effet, &tie
continuellement biassé

On doit avoil soin d’éviter que toute dissipation de chaleur produite pa:r le matériel en essai
n’influe d’une maniéie appréciable sur les conditions atmosphériques a I'intérieur de la chambie

2 Le-matérie

Epreuve de stockage a basse température
1 Le matéiiel est soumis a 1’épteuve non emballé et dans les conditiofis ctiomner » hots-
tension
D 2 Le matéiiel en essai, étant a la tempéiature ambiante du laboratvite, i i h chambie,

Y

elle-méme a cette températuie

Note — L’insertion du matéiiel dans la chambie alots que
tempéiature prescrites n’est autotisée que si la spéoi

bns de basse

ariation de
te pout des

3 partit du
s piescrire

empérature,

hner » hors-

v’ essai, étant A la température ambiante du laboiatoire, est inttioduit dans Ja chambue,
elle=méme a cette température

Note — L’insertion du matériel dans la chambie, alors que cette detniéie se tiouve dans les conditions de basse
température n’est autorisée que si la spécification particuliére le 1equiert spécifiquement

11 3 La température & l'intérieur de la chambre est alors ajustée a la valewm spécifide La variation de

températuie ne doit pas &tre supérieure a 1°C par minute, cette vatiation étant comptée pour des
intervalles moyens ne dépassant pas 5 minutes

11 4 Le matériel est exposé aux conditions de basse températute jusqu’a ce que 1’équilibte thermique soit

atteint
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92 Construction

The temperature in the chamber shall be contiolled by a temperatute sensing device suitably

located in the wotking space

In any case, caie shall be taken to ensuie that the conditions prevailing at any point in the woiking
space of the chamber are homogeneous and are as near as possible to those pievailing in the immediate
vicinity of the above mentioned temperatuie sensing device The aii in the chamber shall thetefore

be continuously agitated

Caie shall be taken that any heat dissipation of the equipment under test shall not appreciably

influence conditions within the chambel

10 Condifioning for storage at low temperature

10 1 The eguipment shall be subjected to the test in the unpacked and switched-6 ”
condition

10 2 The equipment undet test, while being at the ambient temperature of the J4 cd
into the chambei, the latter also being at that temperatuie
Note - Insettion of the equipment while the chamber is at low tempets ermitted only if

specifically called for in the ielevant specification

10 3 The tdgmperatuie within the chamber shall th oe
of temperature shall not exceed 1 °C per Kiinute S

10 4 When|temperatuie equilibrium has been 1eached, the ¢ ns
for eithet 16 o1 72 hous, unlgss some othey spe n

10 5 At thq end of this petiod
a) belsubjected
b) 1ethain in the chag iti 61 opetation at low temperature beginning with Sulb-

clajuse 113

11 Condifioning

11 1 The efjipme ”
condition

11 2 The equipment undertest, while being at the ambient tempeiatuie of the laboratory, shall be intt oduced
into the ¢hambet, the latter also being at that tempetature

Note — Insettion of the equipment while the chamber is at low tempeiature conditions shall be permitted only if

specifically called for in the relevant specification

11 3 The temperature within the chambet shall then be adjusted to the specified value The 1ate of change
of temperatuie shall not exceed 1 °C pet minute, averaged over a period of not more than 5 minutes

11 4 The equipment shall be exposed 1o the low temperatuie conditions untilj its temperatuie 1eaches

equilibiium
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11 5 Le matériel est alots mis sous tension et soumis aux vérifications peimettant de s’assuter qu’il est
capable de fonctionnet Puis le matéiiel est mis hois tension Le matéiiel reste alois exposé aux
conditions de basse tempéiature pour une période supplémentaire de 2 heures

11 6 A la fin de cette période, le matéiiel étant encore 4 basse température est, si possible, examiné visuel-
lement puis mis sous tension jusqu’a ce qu’un fonctionnement stable soit atteint

Le matéiiel est alors soumis aux véiifications électriques et mécaniques presciites pa: la spécification
patticuliéie

Le matéiiel est alots mis hois tension

12 Reprise

IR 1 A la fin de 'épreuve presciite a 'article 10 ou a Patticle 11 suivant le cd
chambuie et la températute est alots élevée jusqu’a une valeur compiisé
conditions atmosphériques noirmales d’essai

natériel ieste dans la
e celles des

Le matéiiel 1este dans la chambie jusqu’a ce qu’il soit dégivié

Note — Le retiait du matétiel de la chambre alots que cette derniére’s : £S itiow ¢ température

IR 2 Le matétiel est alors si possible secoué a la main pou un courant

IR 3 Le matéiiel est alors soumis adx it i t un temps
tel que P’équilibte theimique soit i
duiée de 1eprise spécifique pout up

1esctile une

variation de
ous tension

mécaniques

ures d’essai

14 1 Stockage

a) Mesures et véiifications mécaniques & effectuer avant I’épieuve
b) Température d’essai

¢) Durée de ’épreuve

d) Duiée de la 1eprise, si applicable

e) Mesuies et véiifications mécaniques a effectuer apiés repiise

f) Toutes dérogations agtéées pai le client et le fournisseur
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